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１．はじめに 

製品中の異物や、表面の材質が何であるか

を特定するには、それらを元素分析すること

が有効な手段です。ここでは元素分析装置と

して、電子顕微鏡（SEM）付属のエネルギー
分散型 X 線分析装置（SEM-EDX）と、エネ
ルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDXRF）
を用いた場合、得られる元素情報の違いなど

を紹介します。 
２．元素分析の実例 

SEM-EDX は、SEM で像観察を行いなが

ら、その視野に対して元素分析を行う装置で

す。試料に電子線を照射して得られる X線か
ら、元素の種類を特定します。 

EDXRFは、CCDカメラなどで観察位置を
決め、そこに X線を照射して得られる X線か
ら、元素の種類を特定します。 
両装置とも X線から元素の種類を特定しま

すが、同じ試料を分析しても異なる結果が得

られることがあります。図１、図２は、銅板

（Cu）にスズ（Sn）をめっきした試料を各
装置で分析した結果です。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEM-EDXによる分析では、図１のように
最表面のめっき層の Sn のみが検出されまし
た。これに対して EDXRF による分析では、
図２のようにめっき層の下の Cu も検出され
ました。この差は、各装置の分析原理の違い

によるものです。図３に分析原理の概略図を

示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SEM-EDXでは、電子線の照射によって極

表層の数μm の深さからのみ X 線が発生しま
す。これに対して EDXRFでは、X線の照射
によって数十μm の深さから X 線が発生しま
す。そのため、EDXRF による分析では、め
っき層の Sn だけではなく、その下の Cu も
検出しました。この例は既知試料であるため、

Sn と Cu が別の層であることと整合します。
しかし、未知試料の場合は分析結果を十分に

検討する必要があります。 
３．まとめ 

SEM-EDX、EDXRF 共に有用な元素分析
装置ですが、SEM-EDXは「像観察が可能だ
が乾燥物に限る」、EDXRFは「液体も測定で
きるが軽元素は検出できない」といった得手

不得手もあるため、試料に応じた分析装置を

選択する必要があります。 
当研究所では、依頼試験として SEM-EDX

および EDXRFによる元素分析を行っていま
すので、是非ご利用下さい。 
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図１ SEM-EDXによる元素分析 

図２ EDXRFによる元素分析 

図３ 分析原理 
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